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Odpowiedzi
na pytania oferentéw

dotyczy postepowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawe
Elektrochemicznego Mikroskopu ze Skanujgcq Sondgq (SPM, Tunelowy oraz Sit Atomowych), zakup,
montaz, uruchomienie, instruktaz.

1. We wzorze umowy w zalacznikach znajduje si¢ informacja na temat certyfikatu uznawanego
przez PCA. Czego ma dotyczy¢ ten certyfikat? Czy chodzi o certyfikat producenta czy certyfikat
dotyczacy urzadzenia? Poniewaz urzadzenia opisane w SIWZ sa urzadzeniami badawczo-
naukowymi, a nie pomiarowo-laboratoryjnymi, jedynymi certyfikatami sg certyfikaty CE,
ISO 9001 oraz certyfikaty dla wzornikoéw kalibracyjnych.

Odp. Wymagania dotyczace certyfikacji zostaly przedstawione w punkcie 3.3.12. SIWZ:
,Wymagania dotyczace certyfikacji. Certyfikowana probka do kalibracji skaneréow.”
Certyfikowana probka do kalibracji skaneréw musi mie¢ certyfikat uznawany przez PCA.

2. Jaka technike nanoindentacji wymaga Zamawiajacy? Czy chodzi o specjalng glowice do
nanoindentacji, ktéra dziata na podobnej zasadzie jak mikroindenter (obcigzenie zadawane
osiowo, prostopadle do powierzchni), czy o technike sklerometryczng wywodzaca sie¢ z AFM,
w ktorej obcigzenie jest przekazywane przez specjalny cantilever na zasadzie zblizonej do
wykonywania krzywych zblizania? Techniki te sa znacznie rdznia si¢ od siebie przede wszystkim
tym, iz prawdziwa nanoindentacja jest pomiarem ilosciowym, natomiast wszystkie techniki
oparte na AFM (i wykorzystujace sondy AFM - cantilevery) sa badaniami jako$ciowymi,
pozwalajacymi na poréwnywanie probek. Jezeli dopuszczalna jest nanoindentacja AFMowa,
realizowana, jako tryb pracy mikroskopu SPM za pomoca specjalnego cantilevera prosimy
o zmiane tego zapisu, aby rozréznic te technike od prawdziwej nanoindentacji wykonywanej za
pomoca sondy indentacyjnej.

Odp. Tryb nanoindentacji SPM (3.3.1.14) dotyczy techniki opartej na AFM z sonda zdefiniowana
w punkcie 3.3.11.9.

3. W wymaganych trybach pomiarowych Zamawiajacy uwzglednit: ,Mikroskopia SPM
z mapowaniem widma ramanowskiego wykonywana w oparciu o wzmocnienie sygnatu na
sondzie AFM w powietrzu oraz w srodowisku kontrolowanym elektrochemicznie”. Czy nalezy
przez to rozumieé, ze system powinien umozliwia¢ wykonywanie jednoczesnych badari SPM
oraz mapy widm ramanowskich wzmocnionych obecnoscia sondy AFM? Opis ten sugeruje, ze
chodzi o wykonywanie mapy widm, gdzie w kazdym punkcie mapy jest jednoczesnie zbierany
sygnat SPM oraz sygnal ramanowski z uwzglednieniem efektu TERS. Czy w zwiazku z tym
Zmawiajacy moze zmieni¢ ten opis na: ,Mikroskopia SPM réwnoczesna z mapowaniem widma
ramanowskiego wykonywana w oparciu o wzmocnienie sygnatu na sondzie AFM (mapowanie
TERS) w powietrzu oraz w srodowisku kontrolowanym elektrochemicznie.

Odp. Zastosowane okreslenie trybu pomiarowego ,Mikroskopia SPM z mapowaniem widma
ramanowskiego wykonywana w oparciu o wzmocnienie sygnalu na sondzie AFM w powietrzu
oraz w $rodowisku kontrolowanym elektrochemicznie” jednoznacznie wskazuje, ze sprzet
w tym samym eksperymencie, (przy ustalonym polozeniu prébki i obiektywu) musi umozliwiac¢
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mikroskopie¢ SPM z mapowaniem widma ramanowskiego wykonywanym w oparciu
o wzmocnienie sygnatu na sondzie AFM w powietrzu oraz w $rodowisku kontrolowanym
elektrochemicznie. Zgodnie z pkt. 3.4.3 poz.8 instalujacy jest zobowigzany do pokazania
wynikéw potwierdzajacych sprawnos$¢ przedmiotu dostawy w zakresie ,,Pokaz jednoczesnej
rejestracji obrazu AFM i obrazu ramanowskiego (mapowanie), oraz uzyskiwania widma Ramana
dla wybranych punktéw na zarejestrowanym obrazie AFM.”

4. Ze wzgledu na to, iz wyspecyfikowany zostal system w konfiguracji ze skanujaca probka samo
ogniskowanie (statyczne) nie jest w stanie zapewni¢ mozliwosci pomiaréw AFM/Raman
opisanych wyzej. Podczas skanowania AFM skaner piezoelektryczny bedzie wprawial w ruch
komore elektrochemiczna, a zarazem zawarty w niej roztwdr. Aby moc przeprowadzac
mapowanie AFM/Raman oraz TERS nalezy udowodni¢ (na probce testowej np. nanorurki
weglowe, badz inny wzornik), iz podczas pomiaru AFM/Raman lub TERS (ktdre sa gléwnym
elementem systemu) zogniskowana na ostrzu AFM/STM wiazka lasera pozostanie zogniskowana
w tym samym punkcie i nie ulegnie zatamaniu przez poruszajacy sie¢ osrodek (ciecz) np. przez
uzycie obiektywdw immersyjnych.

Czy opisana powyzej funkcjonalnos¢ systemu (AFM/Raman/TERS w cieczy/$rodowisku
elektrochemicznym) nalezy w jakis sposob wykazac? Nie jest to standardowa metoda i nie jest
ona dostepna w wielu systemach, a w wielu jest jedynie teoretycznie mozliwa. Czy w zwiazku z
tym wystarczy, ze takie badania beda teoretycznie mozliwe na oferowanym urzadzeniu, czy
niezbedne bedzie ich zademonstrowanie podczas instalacji, czy moze Zamawiajacy wymaga
przedstawienia publikacji wykonanej na takim systemie pokazujacej tego rodzaju badania?

Odp. Zgodnie z pkt.3.3.1.12 system ma technicznie umozliwia¢ tryb (by¢ zdolnym do pomiaréw
w trybie) mikroskopii SPM z mapowaniem widma ramanowskiego wykonywanym w oparciu
o wzmocnienie sygnalu na  sondzie AFM rowniez w  $rodowisku kontrolowanym
elektrochemicznie. Zamawiajacy nie narzuca technicznego rozwigzania. Zgodnie z pkt.8.1
(Opisy techniczne oferowanego sprzetu) Zamawiajacy wymaga podania opisu oferowanego
sprzetu wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposob, by Zamawiajacy byt
w stanie stwierdzi¢ czy zaoferowany sprzet spetnia wymagania okreslone w specyfikacji. Oferty
stwierdzajace jedynie spelnienie wymagan Zamawiajacego bez podania faktycznych parametrow
zostang odrzucone przez Zamawiajacego, jako niespelniajgce kompletu wymagan,
z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Zamawiajacy zobowiazal w punkcie 3.4.3 instalujacego
do pokazania wybranych wynikéw potwierdzajacych sprawnos¢ przedmiotu dostawy w celu
usprawnienia odbioru sprzetu (mozliwos¢ przygotowania odpowiednich materialow,
zaplanowanie czasu, 0sob prezentujacych itp.).

Procedura odbiorcza obejmuje jednakze sprawdzenie zgodnos$ci wszystkich wymagan zawartych
w SIWZ, stad w przypadku watpliwosci Zamawiajacy moze zada¢ wynikdéw potwierdzajacych
spelnianie kazdego wymagania zawartego w SIWZ w tym rowniez wskazanego przez
pytajacego. Spelnienie wymagan SIWZ nie moze by¢ oparte na wynikach uzyskanych
w publikacjach na systemach o zblizonej konfiguracji. Warunki SIWZ musi spetnia¢ dostarczony
system.

5. Czy Zamawiajacy dopuszcza mniejszy rozmiar probki podczas pracy w celkach cieczowych i
elektrochemicznych? Naczynka te zastepuja normalng probke tak wiec zawsze powoduja
zmniejszenie wielko$ci probki. Ponadto zastosowanie skanowania prébka uniemozliwia
stosowanie duzych naczynek, ze wzgledu na ich duza bezwladnos¢.
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Odp. Zamawiajacy dopuszcza mniejszy rozmiar probki podczas pracy w celkach cieczowych i
elektrochemicznych.

6. Czy ,Oprogramowanie umozliwiajace automatyczne wykonywanie mapowania Raman-SPM”

powinno obstugiwac detektor znajdujacy sie w spektrometrze? Prosimy o doprecyzowanie tego
zapisu, poniewaz tylko obstuga detektora spektrometru przez oprogramowanie pozwala na
uzyskanie sygnatu ze spektrometru w oprogramowaniu SPM i na automatyczne wykonanie
mapowania Raman-SPM. W przypadku braku takiej informacji mozliwe jest zaoferowanie
systemu, ktdry jedynie synchronizuje przesuw skanera dla obu urzadzen, ale pomiary sa
wykonywane niezaleznie i moga by¢ polaczone jedynie poprzez ich import w module analizy
danych — takie rozwigzanie jest Swiadczy o jakiejkolwiek integracji systemdw. To pytanie dotyczy
takze integracji programowej zawartej w punkcie 3.3.5.1.,, tak wiec prosimy o rozwazenie tego
pytania w kontekscie obydwu zapisow.
Odp. Zamawiajacy nie narzuca konkretnych rozwigzan technicznych w tym zakresie, a okresla
rezultat, ktéry tatwo moze zweryfikowad. Przez ,automatyczne wykonywanie mapowania
Raman-SPM” Zamawiajacy rozumie dziatanie systemu pomiarowego niewymagajacego zadnej
ingerencji uzytkownika po rozpoczeciu pomiaru mapowania Ramanowskiego z poziomu
oprogramowania. System (integracja programowa) musi réwniez umozliwia¢ uzytkownikowi
zdefiniowanie mapowanego obszaru na obrazie SPM przed rozpoczeciem procesu mapowania
zgodnie z wymaganymi metodami mapowania ramanowskiego okreslonymi przez
Zamawiajgcego punkcie 3.3.5.11 SIWZ. Zgodnie z pkt. 3.4.3 poz.8 instalujacy jest zobowigzany
dodatkowo do pokazania wynikdw potwierdzajacych sprawno$¢ przedmiotu dostawy
w zakresie ,,Pokaz jednoczesnej rejestracji obrazu AFM i obrazu ramanowskiego (mapowanie),
oraz uzyskiwania widma Ramana dla wybranych punktéw na zarejestrowanym obrazie AFM.”.

7. Ze wzgledu na potrzebe precyzyjnego ogniskowania lasera spektrometru na sondzie

w systemach SPM/TERS stosuje sie skanery piezoelektryczne, ktdre pozwalaja na wykonanie
skanowania sondy i jej okolicy w celu znalezienia optymalnego punktu wzmocnienia sygnatu
z nanometrowg dokladnoscia. Zastosowania zmotoryzowanego stolika nie rdzni si¢ niczym od
zastosowania $rub mikrometrycznych, poniewaz nie daje mozliwo$¢ automatycznego
zogniskowania lasera spektrometru na sondzie, co stanowi element integracji mechanicznej,
optycznej i programowej. Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania skaneréw piezoelektrycznych
do automatycznego ogniskowania lasera?
Odp. Zamawiajacy wymaga, aby spektrometr ramanowski byl zintegrowany na poziomie
mechanicznym, optycznym oraz programowym umozliwiajacym automatyczne wykonywanie
mapowania Raman-SPM. Zamawiajacy nie wymaga zastosowania rozwigzan do
automatycznego optymalnego ustawienia ogniskowania lasera spektrometru na sondzie
znanometryczng dokladnoscia. Niezaleznie od konkretnych rozwigzan technicznych,
zastosowanie rozwigzania pozwalajacego na automatyczne optymalne ustawienie ogniskowania
lasera spektrometru na sondzie z nanometryczng dokladnoscig uznane bedzie za rGwnowazne
wymaganemu w punkcie 3.3.5.2 SIWZ

8. Czy Zamawiajacy wymaga ostony akustycznej na caty stot optyczny czy tylko na system SPM?
Odp. Ostona akustyczna wymagana jest na glowice SPM, przy czym nie jest wymagana w trybie
opisanym w pozydji 3.3.1.12 SIWZ.

9. Czy wymagane przez Zamawiajacego sondy do trybu TERS sa to sondy, ktore bez dodatkowego
przygotowania pozwola po zamontowaniu w AFMie na uzyskanie wzmocnionej mapy widm

——  DOSTOSOWANIE POTENCJAtU BADAWCZEGO IMIM PAN DO WYMAGAN SWIATOWYCH STANDARDOW ——
KOMPLEMENTARNYCH BADAN W ZAKRESIE INZYNIERII MATERIALOWEJ

Instytut Metalurgii i Inzynierii Materialowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk + Ul Reymonta 25, 30-059 Krakéw, tel. +48 (12) 637 42 00, fax: +48 (12) 637 21 92

www.imim.pl

ie r AHanar ;e & A LE eiskie > i 1 - H Regionalne: rach ni - Theo . ina (vOsr — e
———=  Projecke wspatinansowany ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu (‘)[]ert\_-}[]lbf] Innowacyjna Gospodarka



IN NOWACYINA '“ INSTYTUT METALURGH UNIA EUROPEJSKA

1INZYNIERI MATERIALOWE.] EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA OMN Krupkowskiosgo ROZWOIU REGIONALNEGO

. P Polskie] Akad Nauk
NARODOWA STRATEGIA SEOINOSC] S paam e

DOTACJE NA INNOWACIJE - INWESTUJEMY W WASZA PRZYSZtOSC

ramanowskich? Prosimy o doprecyzowanie, poniewaz sondy do trybu TERS musza posiadac
odpowiednia powloke, ktdra zazwyczaj nanosi si¢ w laboratorium uzytkownika przed badaniem
i w takim wypadku producent urzadzenia dostarcza sondy AFM/Raman, na ktére Zamawiajacy
bedzie musial samodzielnie nanie$¢ powltoke, aby méc wykonac¢ mapy TERS.

Odp. Sondy do trybu TERS sa to sondy, ktdre bez dodatkowego przygotowania musza pozwalac
na zamontowanie w SPM i umozliwia¢ uzyskanie wzmocnionej mapy widm ramanowskich
(musza juz by¢ odpowiedniej geometrii i zawiera¢ odpowiednia powloke warunkujaca
wzmocnienie, przy czym standardem gwarantujacym odpowiednia, jakos¢ sq powtoki wykonane
z Au). Sondy te muszg spetni¢ kryterium 3.4.3 pkt. 7 podczas instalacji.

10. Czy Zamawiajacy premiuje dodatkowa gwarancje? Standardem jest, ze tego typu systemy maja
dwuletnia gwarancje, z wytaczeniem laser6w, na ktoére gwarancja wynosi rok.
Odp. Zamawiajacy nie premiuje bezposrednio dodatkowej gwarangji (ponad okreslone w SIWZ
minimum), co wplywa posrednio na cene systemu, ktdra jest jedynym kryterium oceny oferty.

11. W opisie instalacji w punkcie 8) Zamawiajacy wymaga prezentacji obrazu AFM jednoczesnie

z mapa ramanowska oraz uzyskanie widma Ramana dla wybranych punktéw zarejestrowanych
na obrazie AFM. Prosimy o doprecyzowanie tego wymogu, poniewaz samo uzyskanie widma
Ramana dla wybranych punktéw zarejestrowanych na obrazie AFM pozwala na wykonanie
obrazu AFM a nastepnie wybranie punktéw i zebranie widm - taka metoda pozwoli na
wykorzystanie niezaleznie obydwu systeméw i w zadnym wypadku nie swiadczy o mozliwosci
jednoczesnego wykonania tych badan. W przypadku jednoczesnego badania obraz AFM jest
rejestrowany punkt po punkcie jednoczesnie z widmami ramanowskimi, ktore dla kazdego
takiego punktu sa rejestrowane — taka metoda pozwala w oprogramowaniu SPM na uzyskanie
jednoczesnie obrazu AFM (mapy) i mapy widm ramanowskich dla wszystkich punktéw mapy
AFM. Ktéra metoda jest wymagana przez Zamawiajacego?
Odp. Punkt 8 w opisie instalacji brzmi: ,,Pokaz jednoczesnej rejestracji obrazu AFM i obrazu
ramanowskiego (mapowanie), oraz uzyskiwania widma Ramana dla wybranych punktow na
zarejestrowanym obrazie AFM.”, a nie jak sugeruje pytajacy, ze dotyczy on jedynie jednoczesnej
prezentacji gotowych obrazéw. Oprocz jednoczesnej rejestracji system musi rdwniez umozliwiac¢
uzytkownikowi zdefiniowanie mapowanego obszaru na obrazie SPM przed rozpoczeciem
procesu mapowania zgodnie z wymaganymi metodami mapowania ramanowskiego
okreslonymi przez Zamawiajgcego punkcie 3.3.5.11 SIWZ. Weryfikacja tej metody jest okreslona
rowniez w punkcie 8 ,..oraz uzyskiwania widma Ramana dla wybranych punktéw na
zarejestrowanym obrazie AFM.”

12. W specyfikacji wielokrotnie wystepuje sformutowanie ,efekt TERS”. Ze wzgledu na to, iz
techniki TERS sa ciagle w znacznym stopniu eksperymentalne i nie ma jednolitego, ustalonego
sposobu oceny efektu TERS, nalezatoby dokladnie wyspecyfikowaé czym jest dla zamawiajacego
efekt TERS. Wielu producentdw sprzetu stabej jakosci uzywa sloganu , TERS”, aby opisac
uzyskane wzmocnienie sygnatu ramanowskiego przy zblizeniu sondy do jednolitej probki. Nie
jest to efekt TERS, a jedynie SERS. Ideq stojaca za uzytkowaniem efektu TERS jest nanometryczna
lokalizacja efektu wzmocnienia sygnalu ramanowskiego. Aktualny stan techniki i nauki pozwala
na uzyskanie kilkudziesieciu nanometréw rozdzielczosci map ramanowskich nawet przy
obiektach biologicznych. Jest to skomplikowana procedura, ktérej wiekszos¢ systemdw
komercyjnych nie jest w stanie sprosta¢. Z tego wzgledu za punkt odniesienia proponujemy
uzna¢ stan techniki z przed 2 lat na przykladzie artykutu: ,Finding a needle in a chemical
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haystack: tip-enhanced Raman scattering for studying carbon nanotubes mixtures” K L Andrew
Chan and Sergei G Kazarian, Department of Chemical Engineering, Imperial College London,
Nanotechnology 2010, gdzie zaprezentowano 14 nm rozdzielczos¢ mapy TERS. Czy
Zamawiajacy moze w zwiazku z tym doprecyzowac te zapisy poprzez wprowadzenie wymogu
zademonstrowania podczas instalacji konkretnej rozdzielczo$ci TERS na niejednolitej prdbce,
np. zademonstrowanie 2-3 krotnie mniejszej niz limit dyfrakcyjny rozdzielczosci mapy TERS na
nanorurkach weglowych oraz przedstawienie publikacji wykonanych na systemie o zblizonej
konfiguracji do oferowanej, a pokazujacej rozdzielczos¢ co najmniej 20 nm?

Odp. Spelnienie wymagan SIWZ nie moze by¢ oparte na wynikach uzyskanych w publikacjach na
systemach o zblizonej konfiguracji. Warunki SINZ musi spetia¢ dostarczony system. Zgodnie
zpkt. 3.4.3 poz. 7 instalujacy jest zobowiazany do pokazania wynikéw potwierdzajacych
sprawno$¢ przedmiotu dostawy w zakresie ,Obrazowanie sygnalu TERS w powietrzu”.
Prezentacja jedynie obrazowania w oparciu o efekt SERS nie spelnia warunku SIWZ. Instalujacy
przez wybor odpowiedniej probki musi wykluczyé wpltyw efektu SERS i wykazaé, ze
wzmocnienie zwigzane z efektem TERS (wzmocnienie sygnatu ramanowskiego na sondzie AFM)
przekracza, co najmniej poziom szumdéw. Zamawiajacy nie narzuca rodzaju prébki. Test na
niejednolitej probce z nanorurkami weglowymi moze by¢ dopuszczony pod warunkiem, ze
instalujacy wykaze, ze obserwowane wzmocnienie jest zwigzane z efektem TERS.

13. Symetria off-axis, nie jest optymalna symetrig dla pomiaréw TERS. Dowodem na to jest sama
geometria pomiaréw TERS. W przypadku pomiaréw off-axis obiektyw jest pochylony wzgledem
osi probki i znaczaco ( w pordwnaniu do geometrii on-axis ) odsuniety od prébki. Przez to
plamka lasera na probce ma ksztatt elipsy, a wiec oswietla duzo wigksza powierzchnie probki,
niz w przypadku pomiaréw on-axis. Esencja pomiaréw TERS jest wzmocnienie — mozliwos¢
oddzielenia sygnalu nas interesujacego od sygnatu ta.

Geometria on-axis:

Geometria off-axis:

Opis:
Biaty okrag — pole styku ostrza SPM z probka
Ciemne pole — pole o$wietlone przez laser, pole emitujace niechciany przez nas sygnat tta
Z prostej proporcji mozemy wyliczy¢, iz w przypadku geometrii off-axis pole emitujace sygnat tla jest
duzo wyzsze, przez co realne wzmocnienie efektu TERS ( stosunek sygnalu z punktu styku ostrza
probka do podstawowego sygnatu z probki ) jest duzo nizsze niz w przypadku geometrii on-axis. Czy
w zwigzku z tym Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie geometrii on-axis zamiast off-axis
i zastapienie uktadu sprzezenia optycznego wykorzystujacego elastyczne ramie innym rozwigzaniem
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Odp. Roéznic pomiedzy systemami w geometrii TERS , on-axis” i ,off-axis” nie mozna ograniczac
jedynie do wskazanej w pytaniu i istotnej jedynie przy niewielkich wzmocnieniach. Oba rozwiazania
posiadaja natomiast wazne rdznice, ktére wplywaja na mozliwosci ich wykorzystania i z tego
wzgledu obu rozwigzan nie mozna uznac za rownowazne. Wiecej informacji o wadach i zaletach obu
geometrii mozna znalez¢ w wielu publikacjach dotyczacych tego typu badan np. w zastosowaniach
z elektrochemii : B.Pettinger i inni, J.Electroanal. Chem. 554-555 (2003) 293. W geometrii off-axis
optymalizacja efektu TERS mozliwa jest poprzez zmiane kata pochylenia w pewnym przedziale
(mozliwo$¢ optymalizacji efektu TERS wymagana jest w pkt.3.3.5.1 SIWZ). Geometria pomiaréw
TERS ,,off-axis” nie narzuca réwniez wymagan na przezroczysto$¢ podloza, co jest istotne w naszych
badaniach. Zamawiajacy nie wyklucza systeméw pozwalajacych na pomiary w geometrii , on-axis”,
jezeli pozwalaja rowniez na pomiary w geometrii ,,off-axis” zgodne z wymogami SIWZ. Zamawiajacy
nie wymaga posiadania obu opcji, gdyz wptyneto by to na wzrost ceny przedmiotu dostawy przy
niewielkim wykorzystaniu opcji geometrii , on-axis”. Z powyzszych wzgledow wymagania systemu
ograniczono do uktad pomiarowego w geometrii , off-axis” z mozliwoscia optymalizacji efektu TERS.

14. Dotyczy punktu 3.3.10.1 z opisem komputera:
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowanie 2 monitoréw o przekatnej 19” i formacie 4:3 ?
Uzasadnienie: Podany wczesniej zapis 19”7 i 27”, nie byt jednoznaczny w kwestii formatu monitora,
ponad to przy roéznych przekatnych monitora wystepuje problem z jego rozdzielczoscig
i wySwietlaniem oprogramowania sterujgcego mikroskopem.

Odp. W przypadku 2 monitoréw o tej samej przekatnej Zamawiajacy uzna za réwnowazng oferte
zawierajaca dwa monitory o przekatnej 27”.

15. Dotyczy punktu 3.4.3 z opisem instalacji:

Co zamawiajacy rozumie przez ,,Obrazowanie sygnatu TERS w powietrzu”?

Uzasadnienie: Zapis jest niejednoznaczny, czy Zamawiajacy wymaga aby podczas odbioru
urzadzenia zaprezentowac akwizycje sygnatlu TERS wykonywana w powietrzu z wykorzystaniem
efektu wzmocnienia na sondzie pomiarowej AFM i czy Zamawiajacy dopusci wykonanie tego test na
probce  Wykonawcy np.: zieleni malachitowej - popularnym zwiazku chemicznym
wykorzystywanym przy testach akceptacyjnych spektrometréw.

Odp. Instalujacy zobowiazany jest do pokazania wynikow potwierdzajacych sprawnos¢ przedmiotu
dostawy. Warunki potwierdzajace sprawnos¢ przedmiotu musi spetnia¢ dostarczony system, stad
spelnienie wymagan SIWZ nie moze by¢ oparte na wynikach uzyskanych w publikacjach na
systemach o zblizonej konfiguracji. Pozycja 7 w punkcie 3.4.3 SIWZ dotyczy sprawdzenia przedmiotu
dostawy w zakresie trybu okreslonego w punkcie 3.3.1.12 SIWZ: ,Mikroskopia SPM z mapowaniem
widma ramanowskiego wykonywana w oparciu o wzmocnienie sygnatu na sondzie AFM
w powietrzu oraz w srodowisku kontrolowanym elektrochemicznie” i dotyczy sprawdzenia
mapowania widma ramanowskiego wykonywanego w oparciu o wzmocnienie sygnalu na sondzie
AFM w powietrzu. Prezentacja jedynie obrazowania w oparciu o efekt SERS nie spetnia warunku
SIWZ. Instalujacy przez wybor odpowiedniej probki musi wykluczy¢ wptyw efektu SERS i wykazad,
ze wzmocnienie zwigzane z efektem TERS (wzmocnienie sygnalu ramanowskiego na sondzie AFM)
przekracza, co najmniej poziom szumow. Test na probce zieleni malachitowej moze by¢ dopuszczony
pod warunkiem, Ze instalujacy wykaze, ze wzmocnienie jest zwiazane z efektem TERS (np. zielen
malachitowa naniesiona na warstwe ztota lub srebra wykazuje silny efekt SERS, co wyklucza tego
typu probke, jako prébke testowa w badanym zakresie sprawnosci przedmiotu dostawy).

16. Dotyczy punktu 3.3.12 z opisem certyfikowanej probki do kalibracji skanerow
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Czy Zamawiajacy dopuszcza zaproponowanie prébki z certyfikatem NIST amerykanskiego
odpowiednika naszego PCA)?

Uzasadnienie: Na mocy miedzynarodowego porozumienia ,ilac MRA” o uznawaniu certyfikatéw
wystawionych przez narodowe centra akredytacji, PCA — Polskie Centrum Akredytacji, akceptuje
wszystkie certyfikaty wystawione przez zagraniczne centra akredytacji w tym amerykanki NIST.
Odp. Certyfikat NIST spetnia wymagania SIWZ.

17. Dotyczy 6 SINZ

Zamawiajacy wymaga aby udokumentowa¢ dostawe minimum 2 urzadzen odpowiadajacych
przedmiotowi zamoéwienia, czy w zwiazku z tym zaakceptuje dostawe 2 urzadzen opisanych jako
mikroskop sit atomowych?

Uzasadnienie: Przedmiotem zamoéwienia w tym postgpowaniu jest dostawa Elektrochemicznego
Mikroskopu ze Skanujacg Sonda, jednak dokfadnie taka nazwa nie byl wczesniej uzywana przez
zadnego Zamawiajagcego w postepowaniu w ktéorym nasza firma brata udzial, nawet gdy
postepowanie dotyczyto dostawy mikroskopu sit atomowych z pakietem elektrochemicznym.

Odp. Zamawiajacy akceptuje udokumentowanie warunku dostawy minimum 2 urzadzen
odpowiadajacych przedmiotowi zamowienia udokumentowaniem dostawy 2 urzadzen opisanych
jako mikroskopy sit atomowych.

18. Czy Zamawiajacy dopuszcza w ramach testdw akceptacyjnych TERS przedstawienie
zintegrowanych pomiaréw AFM Raman?

Uzasadnienie: Efekt TERS mozna uzyskac na gdy sonda zblizona jest do powierzchni probki na tyle
blisko by mogto zachodzi¢ wzmocnienie sygnalu, dlatego efekt mozna uzyska¢ tylko podczas
zintegrowanych pomiaréw AFM Raman.

Odp. Testy akceptacyjne TERS maja potwierdza¢ sprawnosc¢ przedmiotu dostawy w zakresie trybu
pomiarowego okreslonego w punkcie 3.3.1.12 SIWZ. Zamawiajacy w ramach testow akceptacyjnych
TERS wymaga zintegrowanych pomiaréw AFM/Raman, gdyz maja one dowodzi¢ sprawnosci
integracji AFM/Raman na poziomie mechanicznym, optycznym oraz programowym, o ktérej mowa w
punktach 3.3.5.1,, 3.3.5.2,, 3.3.5.11. SIWZ.
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